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MERKEZi ARASTIRMA LABORATUVARI
ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ]
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Bina toplam kapali alan:: 3150 m? , Bodrum, Zemin ve 1. Kat olmak iizere 2 katli olarak
planlanmistir (A-B-C Bloklar)

Binanin isitma-sogutma sistemi: “Fun-coil Sistem”,

Yangin sondiirme sistemi: Gazl (ileri teknik cihaz odalary) ve sulu (koridor, ofisler, klasik
lablar) olarak planlanmustir.

Merkezi sistemler: Gaz dagitim sistemi (orbital velding tekn), Kompresor (basingli hava),
saf su dagitum (tip 11), Vakum sistemi

Uretim Sistemleri: (a) Stvi Azot Uretim Sistemi (300 L%giin), (b) Saf su diretim sist. (Tip
Il merkezi, Tip | x 2 adet)



ARUM’UN PERSONEL PROFILI

1 Miudur
2 Miidiir Yardimcisi
1 Profesor (Saglik Hizmetleri Meslek Yiiksekokulundan
Gorevlendirme, Biyolog)
3 Docent (1 Fizikei, 2 Biyolog)

3 Ogretim Gérevlisi Doktor (Kimyager ve Fizikci)
2 Ogretim Gorevlisi (Kimyager, Malzeme Miihendisi)
1 Idari Amir
1 Sef
4 Memur
1 Teknisyen
3 Giivenlik Gorevlisi (3 Vardiya)

Toplam 19 Personel Gorev Yapmaktadir



CIHAZLARIMIZ

1. Niikleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (NMR)
2. Raman Spektrometresi

3. Toz XRD

4. XRF

5. Taramal1 Elektron Mikroskopu (SEM) Jeol Marka
6. Gecirimli Elektron Mikrskopu (TEM) Jeol Marka

7. Konfokal Mikroskopu

8. Saf su liretim tesisi

9. S1v1 azot Uretim tesisi



CIHAZLARIMIZ

10. Taramal1 Elektron Mikroskopu (SEM) Hitachi

11. Gegirimli Elektron Mikroskopu (TEM) ve Cryo Eklentisi Hitachi
12. FT-IR

13. Floresans Spektrometresi

14. UV-VIS Spektrofometresi

15. Elementel Analiz Cihaz1

16. STA-TGA

17. DSC

18. DMA

19.LC-MSMS, GC-MS, HPLC ve ICP-MS



LABORATUVARLARIMIZ

Hiicre Kiiltiirti Laboratuvari
Biyoteknoloji Laboratuvari
Nanoteknoloj1 Laboratuvari
Polimer Arastirma laboratuvari

Dis Uygulamalar1 Laboratuvari



Hicre Kiiltiru Laboratuvari

Hiicre Kiiltiirii Laboratuvar: Hizmetleri:
Hiucre Kiltirunden DNA Eldesi (Kit Protokoli)
Hiucre Kiltirunden DNA Eldesi (Manuel Protokol)
Sterilite Kontrol - Mikoplazma Testi - PZR Yontemi

Sterilite Kontrol - Mikoplazma Testi - DAPI Yontemi
Hiucre Sayimi

Hiicre Cogaltilmasi
Hicre Dondurulmasi ve Saklanmasi

} Airstream




Niikleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi

JEOL ECZ 500R
S00MHz
S1vi Prob
Kat1 Prob

64’lu Autosampler
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Yapilabilen Analizler

. 1H’dan ®°Ag’ye kadar tiim ¢ekirdeklerin analizleri

. COSY, NOESY, HETCOR, DOSY, HMBC, vb. gibi 2 boyutlu analizler
. 3 Boyutlu deneyler

.-80°C’den +180°C’ye kadar sicaklik analizleri

. Ramp deneyleri

. Durulma siiresi ol¢iimleri

. Pulse programi yazarak spesifik deneyler



Kati NMR Elde Edilen Bilgiler

1. Coziinmeyen kat1 materyallerin karakterizasyonu
2. Katkilanan materyallerdeki katkilama oranlar1

3. Hammadde karakterizasyonu

4. Yiizeydeki gerilme analizleri

5. Al ve Si Karakterizasyonu

6. Karbon bazli materyallerin karakterizasyonu

7. Molekiil agirligi belirlenmesi

Suan da Tiirkiye’de hizmet veren tek katt NMR



X-ISINI DIFRAKTOMETRESI (XRD)

« PANALYTICAL EMPYREAN

e Cu X-151m1 tiipii

* Toz numune atagmani

* Ince Film atacmani

* Yiiksek sicaklik atagmani

» Noktasal analiz (point focus)
« SAXS atagmani




Yapilabilen analizler:

Kirinim Deseni1 Analizleri
Fazlarin miktari

Nokta ve Cizgi Analizleri
X-1s1n1 sacilimi(SAXS)
calismalari,

Ince film analizleri,

Yiiksek sicaklik calismalari,
Krisal boyutu

Kristal yonlenmesi

Latis parametreleri



Elde edilen bilgiler

1. Materyallerdeki faz tiirlerinin belirlenmesi

2. Elde edilen fazlarin miktarlarinin belirlenmesi

3. Materyal icindeki ve yiizeydeki kalint1 ve gerilme miktarlarinin belirlenmesi
4. Partikiil boyutunun belirlenmesi

5. Yiiksek sicakliklarda fazlarin degisimlerinin belirlenmesi

6. Kaplama kalinliginin belirlenmesi

7. Mikron mertebesinde noktasal analiz ile faz degisimlerinin gézlemlenmesi



X-ISINI FLORIMETRISI (XRF)

« PANALYTICAL ZETIUM

* Dalgaboyu dagilimli konfigiirasyon

e 4kW Rh X-1g1m1 tiipii

* Oksijen-Uranyum araliginda analiz

« Kantitatif kalibrasyon

* Swivilarin elementel analizi

e Eritis cihazi ile numune hazirlama

* Pres ile pellet basarak numune hazirlama




Elde edilen bilgiler

1. Oksijen’den Uranyuma kadar kalitatif ve kantitatif olarak elementlerin

belirlenmesi.
2. Metal alasimlarinin igerik tayini.

3. S1v1 haldeki numuneler icerisindeki metalik bilesimin elementel tayini.



Taramalh Elektron Mikroskopu (SEM)

« JEOL JSM 5600LV

» Tungsten Flaman
« EDS




Taramah Elektron Mikroskopu (SEM)

« Hitachi Regulus 8200 series

« LaB6 Flaman

* 1000000x Biiyiitme/0.8 nm goriintii
¢cOziiniirligi

« EDS

« EBSD

» Kaplamasiz Gorilintii Alma




Gecirimli Elektron Mikroskopu (TEM)

JEOL 1220 JEM
« Tungsten Flaman




Gecirimli Elektron Mikroskopu (TEM)

Hitachi HT7800 TEM
« EDX
« Kryo TEM




Elde edilen bilgiler

1. Yiizey karakterizasyonu

2. Nanometre mertebesinde goriintii alabilme

3. EDS yardimiyla elementel analiz

4. Li elementinin tayini

5.EBSD yardimiyla kristal yonelimleri, kristal parametreleri ve faz tayini

yapilmasi



Konfokal Mikroskobu

[1 Mikroskop sisteminde diyot
lazer kaynaklari (405 nm, 488
nm, 561 nm ve 640 nm)
bulunmaktadir.

1 ZEISS LSM 800

CLSM ile yapilabilecek analizler;

* Yiiksek ¢oziniirlikli 3D goriintiileme,

 Sabit hiicre veya yasam aninda goriintiileme,

* Morfolojik gorintiileme,

* Gelismekte olan embriyolarin incelenmesi

 Biyofilmlerin kontroli

* Hiicre kiiltiirii ve sinir hiicresi goriintiilleme,

* Yiiksek ¢ozilintirlikli ve ¢cok renkli
fliioresans analiz,

* Karmasik hizlandirilmis deney ¢ekimleri.



Raman Spektroskopisi

| « Renishaw Raman inVia Microskope
e 532 ve 735 nm laserler

« Raman spektrumu alma

« Mapping

 Derinlik profili analizi

e 12.000 datalik kiitiiphane

e Her tiirlii malzeme tiirti analizi




Elde edilen bilgiler
1. Titresim frekanslar1 ve bantlar1 sayesinde oOrneklerin
yapisal karakterizasyonu
2. Kiitiiphane sayesinde piklerin tayini
3.Numune yilizeyinin yani sira Nhumune icerisinden
spektrum elde etme ve 3 boyutlu derinlik profilinin
cikarilmasi

4. Atomsal olarak haritalama



Kizilotesi Spektroskopi
(IR)

 Perkin Elmer

« 400-4000 cm-1 araliginda
spektrum Ge ve Elmas ATR

e Sicaklik atagmani




Yapilan Analizler

1. Titresim frekanslar1 ve bantlar1 sayesinde orneklerin yapisal
karakterizasyonu

2. Ge ATR ile karbon bazli materyallerin analizi

3. Elmas ATR ile organik bilesiklerin karakterizayonu

4. Oksit olusumunu engellemek amaciyla inert ortamda analiz

yapabilme



Morotesi-Goruntr Bolge Spektroskopisi (UV-

VIS-NIR)
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Perkin EImer Lambda 750
190-3300 nm araliginda
spektrum alma

Kat1 haldeki numunelerden
Olciim alabilme

Sicaklik kiti ile hassas olciim
deneyleri



Yapilan Analizler

1. Hem s1vi hem de kati haldeki numunelerin molekiiler icerik analizleri
2. Yakin infrared bolge (NIR) analizleri.
3. Film kalinli 6l¢limiiniin yapilabilmesi.

4. Kontrollii sicaklik deneylerinin yapilabilmesi.



Floresans Spektrofotometresi

 Perkin Elmer LS 55
» 200-800 nm araliginda
spektrum ol¢timii




Yapilan Analizler

1. Kat1 ve sivi haldeki genis Olgekteki numunelerin floresans,
fosforesans, kemiliiminesans Ve biyoliiminesans Ozelliklerinin
tayini.

2.Enzim  kinetigi, fosforesans  bozunma  deneylerinin

yapilabilmesi



Simiiltane termal analiz

« Perkin Elmer STA 8000

« TG ve DTA modu

e 1600 °C ye kadar ¢alisma
sicakligi




Yapilan Analizler

1. Yiiksek sicaklik termal analizlerinin gerceklestirilmesi.
2. Diferansiyel termal analiz imkana.
3. Erime noktasi, faz degisimi, kristalizasyon noktasi, camsi

gecis sicakligr vb. fiziksel 6zelliklerin tayini.



Diferansiyel Termal Analiz (DSC)

» Perkin Elmer DSC 8000

» -180 ile 750 °C arasi1 ¢calisma
sicakligi

* Soguk DSC deneyleri

e Power compansated modiilii
ile daha hassas analizi




Yapilan Analizler

1. Power compensated firin1 ile daha hassas ve dogru DSC termogramlarinin
alinmasi.

2. Diisiik sicakliktaki DSC deneylerinin gerceklestirilmesi.

3. Hem kat1 hem de s1v1 haldeki numunelerin analizi.

4. Entalpi degeri hesaplanmasi, oksidatif stabilite tayini, izotermal Kinetik
hesaplamalarin vb. uygulamalarin yapilabilmesi.

5. Is1 s1gas1 (Cp) tayini.



Dinamik Mekanik Analiz (DMA)

 Perkin EImer DMA 8000
« -180 ile 750 °C arasi1 ¢calisma
sicakligi

~— - i =
_ =

rm Pl
0 n



Yapilan Analizler

1. Diisiik sicakliklarda DMA deneylarinin yapilabilmesi.

2. TMA modiilii kullanilarak Termal Mekanik Analiz imkana.

3. Kaucuk, lastik, film, elyaf, recine ve c¢esitli miihendislik
malzemelerine yonelik genis 6l¢ekli numune analizi.

4. Cihaz ile Single Cantilever, Dual Cantilever, 3 Point bending, Shear,

Tension, Compression geometrilerinde analiz imkana.



Kromatografik Sistemler

LC-MSMS
GC-MS
HPLC
ICP-MS

T
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